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Berikut contoh langkah-langkah menganalisis pola XRD dengan nama file “bajaST37.RD”. Ekstensi RD, 

merupakan file pola XRD dari mesin PANalytical. Tiap mesin XRD mempunyai tipe file tersendiri. 

NOTE: 

 Untuk mengkonversi file pola XRD ke tipe yang lainnya dapat menggunakan aplikasi POWDLL. 

 

Berikut langkah-langkah untuk menganalisis pola XRD menggunakan metode Rietveld dengan aplikasi 

X’PERT HIGHSCORE PLUS. 

 

1. SEARCH-MATCH 

Pada langkah ini, akan dilakukan pencocokan pola XRD dari sampel dengan pola XRD dari 

database.  Database pola XRD ada beberapa, yaitu JCPDS/ICDD, COD dan lain-lain.  Saat pencocokan 

pola XRD yang menjadi acuan adalah sudut/ d spacing puncak dengan intensitas tertinggi dan 

komposisi yang sebelumnya diperoleh dari XRF atau EDS (bila sampel batuan/ bahan yang tidak 

dikenal) 

Dari database diperoleh data sistem kristal, space group, parameter kisi, posisi atom dan hkl dari 

puncak-puncak pola difraksi.  Database ICDD PDF2 tidak menyediakan data posisi atom, sehingga 

diperlukan sumber lain, sedangkan COD sudah disertakan namun jumlah kartu pola difraksi lebih 

sedikit dibandingkan ICDD.  Database ICDD yang menyediakan data posisi atom adalah PDF4, namun 

lisensinya hanya berlaku satu tahun saja, yang berbeda dengan PDF2. 

Program yang digunakan adalah X’PERT HIGHSCORE PLUS berikut langkah-langkahnya. 

a. Menajalankan program XHP 

 
Klik dua kali pada icon tesebut pada desktop untuk menjalankan XHP 

 

b. Membuka file pola XRD 
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Desktop Name: 

Structures 



 

[2013] 

 

 

c. Menentukan puncak-puncak pola XRD sampel. 
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d. Dari data XRF diketahui baja yang dianalisis unsur utamanya adalah Fe sehingga pencarian 

yang dilakukan hanya pada elemen Fe saja. Berikut langkah-langkahnya, 

 

Klik menu Reference Patterns  Retrieve Pattern by  Restrictions…., pencocokan ini 

akan memakan waktu dan mungkin tidak akan memperoleh hasil. 
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Klik elemen yang 

diinginkan, bila di klik 

lebih dari satu kali 

warna pilihannya akan 

berubah sesui urutan 

LEGEND 

Menunggu….. 
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ditampilkan entries pada “Pattern List” 

 

Berikutnya menyisihkan pola difraksi yang tidak sesuai. Dari gambar di atas, yang cocok 

adalah pola difraksi 00-001-1267. 
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Pada Patten List, hilangkan tanda check list pada kolom Visible untuk pola difraksi yang 

tidak cocok, kemudian tekan CTRL+A untuk memilih semua pola difraksi, tahan tombol 

CTRL dan klik kiri pada pola difraksi 00-001-1267 untuk membatalkan pemilihan pada pola 

difraksi tersebut.   

Selanjutnya klik kanan pada pola difraksi yang terpilih, klik pada pilihan Remove Pattern. 

 

 

 

e. Memulai Analisis Rietveld 

Bila database PDF-4 yang digunakan, pola difraksi pada Pattern List dapat langsung dijadikan 

acuan untuk analisis Rietveld. 

Oleh karena itu diperlukan data kristalografi dari database COD yang sudah berisi data posisi 

atom. Untuk keperluan analisis diperoleh data CIF dari COD (bisa melihat penggunaan 

aplikasi MATCH!) dengan nomor kartu 96-900-8537 dan 96-900-6604. 
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[2013] 

f. Selanjutnya pertama kali “Refine” 

 

 

 

 

Nilai Goodness of Fit  yang diperoleh 1.51205 

Mode refinement: 

1. Automatic 

2. Semi Automatic 

3. Manual Mode 
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Untuk melihat parameter apa saja yang di “Refine” klik kanan pada area “Global Parameter” 

lalu klik “Show Refined Values/Constrains……” 

 

 

g. Proses “Refine” lanjutan. 

Untuk melakukan proses “Refine” lanjutan pilih mode refinement menjadi semi automatic. 

Selanjutnya lakukan penambahan checklist pada parameter global ataupun pada parameter 

phase. 

2. MEMBUAT LAPORAN 

Pada langkah ini akan membuat laporan dari ditampilkan dari XHP.  

 

Berikut lampiran file yang terbentuk 
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Untuk mengubah penampilan Report sesuai dengan kebutuhan, 

  

 


